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Центр коллективного пользования научным оборудованием «Центр фи-
зических и физико-химических методов анализа, исследования свойств и 
характеристик поверхности, наноструктур, материалов и изделий» (краткое 
наименование «Поверхность и новые материалы»), далее – ЦКП, организован 
на базе структурных научных подразделений Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки «Удмуртский федеральный исследовательский 
центр Уральского отделения Российской академии наук» (далее – УдмФИЦ УрО 
РАН, базовая организация). ЦКП осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии Федеральным законом №127-ФЗ от 23.08.1996 «О науке и государственной 
научно-технической политике», Федеральным законом №270-ФЗ от 13.06.2015 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной 
научно-технической политике», Постановлением Правительства Российской 
Федерации №429 от 17.05.2016 г. «О требованиях к центрам коллективного 
пользования научным оборудованием и уникальным научным установкам, 
которые созданы и (или) функционирование которых обеспечивается с при-
влечением бюджетных средств, и правилах их функционирования», Уставом 
УдмФИЦ УрО РАН и Положением о ЦКП.

Целью создания ЦКП является эффективное использование научного 
оборудования и экспериментальных методик УдмФИЦ УрО РАН и ассоцииро-
ванных партнеров для успешного выполнения фундаментальных и прикладных 
исследований, научных проектов различных программ, грантов, контрактов, 
хозяйственных договоров, а также выполнения работ по заявкам научно-ис-
следовательских организаций РАН и отделений РАН, отраслевых институтов, 
высших учебных заведений, промышленных предприятий и организаций, 
требующих проведения экспериментальных исследований с использованием 
наукоемкого оборудования.

Базовая организация: 
ФБГУН Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН
426067 г. Ижевск, ул. им Татьяны Барамзиной, 34
тел.: (3412) 508200, 430163, факс: (3412) 507959. E-mail: udnc@udman.ru

Директор базовой организации (УдмФИЦ УрО РАН): 
Альес Михаил Юрьевич, д.ф.-м.н., профессор

Руководитель ЦКП: 
Валеев Ришат Галеевич, к.ф.-м.н.

Контакты:	 (3412) 508200, udnc@udman.ru – руководитель базовой организации,
(3412) 430163,  ckp@udman.ru, rishatvaleev@udman.ru – руководитель ЦКП
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Рентгеноструктурный и рентгенофазовый анализ

Настольные рентгеновские дифрактометры Rigaku MiniFlex 600 («Rigaku», 
Япония) и Bruker D2 Phaser Theta (Германия) предназначены для исследования 
строения поликристаллических и аморфных материалов. Позволяют проводить 
качественный и количественный анализ кристаллических фаз, определение 
размеров кристаллитов, анализ микронапряжений, определение параметров 
решеток, исследование атомного строения вещества.

Дифрактометр Rigaku MiniFlex 600 метрологически поверен.

Характеристики Rigaku MiniFlex 600 Bruker D2 Phaser 
Theta

Метод съёмки Брэгг–Брентано Брэгг–Брентано

Конфигурация Θ–2Θ Θ–2Θ

Точность 
установки углов

0,005° 0,05°

Тип и мощность 
трубки

Cu, 600 Вт Cr, Co, Cu, 300 Вт

Дополнительные 
возможности

Лицензионный 
пакет программ 
DIFFRAC.SUITE 
с встроенным 
модулем EVA, 
структурные 
базы данных 
PDF2 и TOPAS

Рентгеновские 
дифрактограммы сплава 
Fe

72,6
C

24,5
O

1,1
N

1,8 
после 

различных времен 
механосплавления
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Рентгеноструктурный и рентгенофазовый анализ

Рентгеновские дифрактометры D8 Advance (Bruker AXS GmbH, Германия) 
и ДРОН-6 («Буревестник», г. Санкт-Петербург, Россия) предназначены для 
качественного и количественное определения фазового состава кристалли-
ческих твердых тел, определения типа кристаллической структуры, иденти-
фикация вещества по его кристаллическим характеристикам, определения 
дисперсности кристаллитов, блочного строения, установления степени со-
вершенства кристаллической структуры, дефектности, определения макро- 
и микродеформаций в материале, исследования аморфных материалов с 
возможностью установления функции радиального распределения атомного 
окружения (ФРРА).

Характеристики D8 Advance ДРОН-6

Метод съёмки Брэгг–Брентано Брэгг–Брентано

Конфигурация Θ–2Θ Θ–2Θ

Точность установки углов 0,005° 0,015°

Дополнительные 
возможности

Зеркало Гёбеля (система параллельно-
лучевой оптики), Энергодисперсионный 
детектор Sol-X, Позиционно-чувстви-
тельный детектор VANTEC-1, Высоко-
температурная камера HTK1200 
(до 1200 °C), Программа Topas 4.2 
для обработки дифрактограмм.

Пакет программ 
для обработки 
дифрактограмм 
поликристаллов 
(МИСиС).
Прибор 
метрологически 
поверен.
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Растровая электронная микроскопия и микроанализ

Сканирующий электронный микроскоп Termo Fisher Scientific (FEI) 
Quattro S (США) с электронной пушкой с полевой эмиссией, оснащен систе-
мой энергодисперсионного микроанализа на основе спектрометра Octane 
Elite Plus EDS System (EDAX, Нидерланды). Предназначен для исследования 
и характеризации металлических, полупровод-никовых, керамических, поли-
мерных, биологических и других образцов, а также композитных материалов, 
локального определения элементного состава, распределения элементов 
по поверхности объекта на микро- и наноуровне.

Микроскоп имеет Государственный метрологический сертификат РФ и 
снабжен комплектом аттестованных методик исследований.

Характеристики:

Ускоряющее напряжение 0,2–30 кВ

Разрешающая способность до 0,8 нм

Увеличение 6–1000000 крат.

Предел обнаружения 0,1 масс. %.

Детектируемые элементы от Бора

Вакуумные условия сверхнизкий (до 4000 Па),
низкий (10 ÷ 130 Па),
высокий (до 6•10-4 Па)

Изображение покрытия железа, 
осажденного на пористый оксид 
алюминия



8

ЦКП «ПОВЕРХНОСТЬ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ» при УдмФИЦ УрО РАН

Рентгенофлуоресцентный анализ
Рентгенофлуоресцент-

ный энергодисперсионный 
спектрометр БРА-135F пред-
назначен для определения 
содержания химических 
элементов в поверхностных 
слоях образцов. Анализирует 
одновременно до несколь-
ких десятков химических 
элементов в исследуемом 
образце – от фтора 9F до 
урана 92U,  концентрации 
от десятых долей мг/кг. 
БРА-135F анализирует образцы в жидком, твёрдом, порошкообразном состоя-
ниях, а также нанесённые на поверхность или осаждёнными на фильтры.

Высокопроизводительный кремниевый дрейфовый детектор (SDD) с энер-
гетическим разрешением менее 135 эВ позволяет разделять спектральные 
линии практически всех элементов, что делает возможным анализ сложных 
многокомпонентных веществ (высоколегированных сталей, прецизионных 
сплавов, полиметаллических руд и т. д.).

Характеристики

Диапазон определяемых элементов от 9F до 92U

Пределы определения без предварительного обо-
гащения, %
- для элементов от Na до Mg
- для элементов от Al до Cl
- для элементов от K до U

10-2

2*10-3

5*10-4

Предел определения при предварительном 
концентрировании пробы в зависимости 
от химического элемента, %

1.5*10-5

Фильтры первичного рентгеновского излучения Cd, Sr, Zr, Al, Ti

Количество образцов, устанавливаемых в диск 
пробоподачи, до 15

Максимальный размер нестандартного образца, мм 200х60
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Сканирующая зондовая микроскопия
Программно-аппаратный комплекс для 

изучения рельефа поверхности и физико-хи-
мических характеристик объектов с наноме-
тровым пространственным разрешением на 
основе сканирующего зондового микроскопа 
Ntegra SOLARIS.

Области применения: исследование 
морфологии поверхности, локальных меха-
нических, пьезоэлектрических, адгезионных и 
трибологических характеристик, зависимости 
магнитных свойств от внешнего магнитного поля, АСМ литография, наноманипуля-
ции, электрические свойства. Микроскоп имеет Государственный метрологический 
сертификат РФ и снабжен комплектом аттестованных методик исследований.

Характеристики:
Область сканирования: 100×100×10 мкм 
Размер образца: 40×40×15 мм
Пространственное разрешение для 
измерительной головки по осям X, Y:

< 2 нм

Пространственное разрешение для 
измерительной головки по оси Z:

0,01 нм 

Скорость обработки силовых кривых: не менее 1000 кривых в секунду
Спектральный диапазон системы ввода/сбора 
излучения сверху в диапазоне, не менее: 

от 405 до 1000 нм 

Линейный диапазон тока в измерительных 
методиках в диапазоне: 

от не более 0,05 до не менее 10 нА

Нелинейный диапазон тока в измерительных 
методиках в диапазоне: 

от не более 0,01 до не менее 100 мкА

Режимы: контактная и полуконтактная АСМ моды, функция 
«прыжковой» АСМ, сканирующая ближнепольная 
оптическая микроскопия (СБОМ), магнитно-силовая 
микроскопия, микроскопия токов растекания

Среда измерений: воздух
Микрозонды: кремниевые кантилеверы с радиусом закругления 10 

нм (СЗМ), специальные зонды для СБОМ.

Изображение углеродных 
нанотрубок на кремниевой 
подложке. 
Слева направо: 
топография, распределение 
тока и жесткости. 
Размер скана 1 мкм × 1 мкм
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Исследование профиля поверхности
Бесконтактный трехмерный оптический профилометр «NewView 6300» 

(Zygo Corporation, США).
Область применения: исполь-

зование прибора возможно для 
исследования различных поверхно-
стей и материалов с отражательной 
способностью света 1 – 100%.

Назначение: предназначен для 
исследования трехмерной струк-
туры поверхности материалов в 
микро- и наномасштабе.

Метод измерения: бескон-
тактный трехмерный сканирующий 
белым светом интерферометр.

Характеристики:

Объективы в комплекте: 1X, 2.5X, 5X, 10X, 20X, 50X, 100X

Увеличительные линзы в комплекте: 0.5X, 0.75X, 1.0X, 1.5X, 2.0X

Глубина сканирования: до 150 мкм при помощи пьезодвигателя, 
возможно увеличение глубины до 15 мм 
при подключении основного двигателя

Вертикальное разрешение: до 1 Å (0,1 нм)

Горизонтальное разрешение: от 0.43 до 11.6 мкм в зависимости от объектива

Максимальная область сканирования: 89 × 203 × 203 мм (высота х ширина х глубина)

Оптимальная рабочая температура: 15–30 °C (59–86 °F). Допустимая влажность 5–95%

 
Гладкая фольга. Увеличение х 10
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Исследование механических свойств поверхности

«Nanotest 600» (Micro Materials Ltd, Великобритания) модульная платформа 
для тестирования, определения характеристик, исследования и разработки ма-
териалов в нано- и микромасштабах. Установка позволяет проводить измерения 
в трех режимах: индентирование, удар, царапание при температуре до 500°С.

NanoTest оснащен антивибрационным столом, набором индентеров, 
устройством, позволяющим соблюдать точную температуру в камере. Модуль 
индентирования NanoTest’а идеальный инструмент для исследования структуры 
и однородности многослойных тонких покрытий и пленок благодаря высокой 
поверхностной чувствительности, что повышает эффективность определения 
механических свойств такого рода материалов.

Методики исследований аттестованы.

Основные характеристики:

Разрешение в глубину 0.04 нм

Разрешение в горизонтальной плоскости 0.02 мкм

Диапазон нагрузки (0.1–500) мН

Диапазон механических испытаний 
полимерных материалов с помощью 
данной установки включает в себя:

– определение изменения прочности и модуля 
упругости по толщине образца;
– обнаружение разрушения (пробой) пленки и 
расслоение ее;
– фиксирование адгезионного разрыва;
– эксперименты на ползучесть и релаксацию, 
вязкое разрушение, контактную усталость, 
ударную прочность, износостойкость, 
растяжение-сжатие;
– определение поверхностного трения, топографии 
поверхности, модуля прочности, жесткости.
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Металлография

Анализатор фрагментов микроструктуры твердых тел AXALIT — комплекс 
специализированного оборудования для проведения быстрых и качествен-
ных металлографических исследований.  Анализатор состоит из оптического 
микроскопа Zeiss Axio Vert A1 Mat, цифровой видеокамеры AX-5M/COE, пер-
сонального компьютера и программного обеспечения AXALIT и предназначен 
для определения линейных размеров микро и макроструктуры образцов на 
изображениях, полученных после захвата кадров цифровой видеокамерой. 
Диапазон измерений прибора — от 0,5мкм до 2000 мкм.

Инвертированный оптический микроскоп Zeiss Axio Vert A1 Mat:
- работа в отраженном свете по методам светлого поля, темного поля и 

поляризации;
- увеличения от 50х до 1000х;
- Моторизованный столик для перемещения по X-Y. Моторизированный 

столик Z-фокусировки.

Исследования:
- анализ величины зерна в сталях и сплавах (ГОСТ 5639), в том числе для 

разнозернистой структуры (ASTM E 1181);
- анализ неметаллических включений;
- анализ величины зерна в цветных металлах и сплавах (ГОСТ 21073.3);
- гранулометрический анализ частиц (ГОСТ 23402-78, ГОСТ 25849-83);
- анализ глубины поверхностных дефектов в сечении изделий;
- анализ микротвердости по Виккерсу (ГОСТ 9450);
- анализ пористости в микроструктуре.
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Рентгено-электронная и Оже-спектроскопия
Рентгеноэлектронный спектрометр SPECS 

(Specs, Германия) предназначен для изучения 
электронной структуры, химического состава 
и химических связей сверхтонких поверхност-
ных слоев и тонких пленок, наноструктур, 
порошков с послойным анализом.

Характеристики:

Достигаемый рабочий 
вакуум

5∙10-10 Па

Ширина на половине 
высоты XPS-пика

Ag3d5/2 до 0.82 eV

Локальность XPS анализа 
по поверхности

от 5 мм до 100 мкм

Скорость счета 12–106 имп/с
Диаметр ионного пучка от 125 мкм до 1 мм
Область сканирования 
ионным пучком

до 10 мм × 10 мм

Энергия ионов 0,2 keV – 5 keV.

 

Рентгеноэлектронный спектр полос Ag3d	

Обзорный РЭС тестового образца серебра

 

Оснащение:

•	 Полусферический энергоанализатор 

(r=150 мм) PHOIBOS-150 с электронной 

оптикой

•	 Высокоэффективный рентгеновский 

источник XR-50 с Mg/Al-анодом 

•	 Многоканальный детектор электронов 

МКD-9

•	 Прецизионный манипулятор образца       

(x, y, z, вращение 360°)

•	 Устройство контролируемого охлаждения-

нагрева (от –197 до 800 °С)

•	 Шлюзовое устройство

•	 Сканирующий ионный источник IQE 12/38

•	 Источник ультрафиолетового излучения
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Рентгено-электронная спектроскопия
Рентгеноэлектронный спектрометр ЭС-2401 (ЭЗАН, г. Черноголовка, Россия) 

предназначен для проведения качественного и количественного анализа сверх-
тонких поверхностных слоев вещества и тонких 
пленок, исследование электронной структуры 
и химической связи, послойный анализ рас-
пределения элементов.

Характеристики:

Достигаемый рабочий вакуум 10–8 Па

Погрешность определения 
энергии связи

0,1 эВ

Относительная погрешность 
количественного анализа 
с использованием оригинальных 
методик обработки и вычитания 
фона

не хуже ± 3 %

Диапазон анализируемых 
энергий связи электронов

0–1500 эВ

Разрешение (ПШПВ Au4f7/2) до 1,1 эВ (MgKα)

Спектрометр оснащен ионным источником, системами напуска газов и 
анализа состава газовой среды, устройством контролируемого нагрева об-
разцов до 900 К.

Регистрация и запись спектров осуществляется на персональный ком-
пьютер.

		

Композиционное расслоение 
вблизи свободной поверхности 

сплава CuNi при импульсном 
электронном облучении

 (20 мс, 60 кэВ)
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Рентгено-электронная спектроскопия с магнитной фокусировкой 
для исследования расплавов

Рентгеновский электронный 
магнитный спектрометр ЭМС-3 
(разработка ФТИ УрО РАН) предна-
значен для изучения электронной 
структуры и химического строения 
сверхтонких поверхностных сло-
ев, релаксационных процессов в 
высокотемпературных расплавах.

Характеристики:

Относительное 
энергетическое 
разрешение 
спектрометра

10-4

Светосила 0.1 %

Вакуум 10-5 Торр

Чувствительность до доли 
моноатомного слоя

Время определения 
концентрации элемента 10 сек –доли сек

Рабочий диапазон 
температур до 1500 °С

Глубина 
анализируемого слоя 3–5 нм

Изменение состава поверхностных 
слоев расплава Co

57
Ni

10
Si

11
B

17
 

в аморфном, кристаллическом 
и жидком состояниях

Немонотонное поведение состава 
поверхностных слоев 

расплава Co
57

Ni
10

Si
11

B
17  

при изотермической выдержке
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Оже-электронная спектроскопия
Оже-электронный 

спектрометр Jamp-10s 
(JEOL, Япония) предна-
значен для качествен-
ного и количественного 
анализа состава сверх-
тонких поверхностных 
слоев и межфазных 
границ, сверхтонких 
наноразмерных пленок, 
наноразмерных частиц, 
мультислоев.

Позволяет проводить исследование топографии поверхности с разви-
той структурой на наноразмерном уровне в режиме растровой электронной 
микроскопии.

Характеристики

Достигаемый рабочий вакуум 10-7 Па

Электронная пушка с энергией электронов до 10 кэВ

Диаметр электронного зонда 25 нм

Энергетическое разрешение (ΔЕ/Е) 0,35

Локальность анализа 50 нм по поверхности и 1–5 нм по глубине слоя

Применение оригинальных методов регистрации позволяет получать 
спектры протяженных тонких структур для исследования локальной атомной 
структуры вещества на наноуровне.

 
100     200     300     400      500     600     700     800     900     1000

Сферическая частица оплавленного 
материала стали

Оже-спектр поверхности разрушения сплава 
на основе железа
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Мёссбауэровская спектроскопия
Мёссбауэровский спектро-

метр СМ 2201 ДР (Институт ана-
литического приборостроения 
РАН, Россия) предназначен для 
исследования в традиционных 
схемах мессбауэровской гамма-
оптики: пропускания, эмиссии и 
обратного рассеяния, позволяет 
проводить эксперименты по 
селективно-индуцированному 
двойному эффекту Мёссбауэра 
и релеевскому рассеянию резо-
нансного излучения.

Характеристики:

Диапазон скоростей ± 20 мм/с

Закон изменения скорости программный

Дифференциальная нелинейность 0.08 %

Число каналов памяти 100, 200, 400, 800

Емкость канала памяти 2×1024 имп.

Ширина линии стандартного нитропруссида натрия 0.24 мм/с

0 – O, •– Fe

Модель наноструктуры механически сплавленной наносистемы Mo+8 at.% O+1 at.% 57Fe. 
Fe(1)

vr
 , Fe(1)

ar
 и Fe(3) — атомы 57Fe в теле зерна, приграничных искаженных зонах 

и границах зерен, соответственно
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Спектроскопия комбинационного рассеяния 
(Рамановская спектроскопия)

Рамановский лазерный спектрометр Horiba Jobin Yvon HR 800 предна-
значен для идентификации твёрдых веществ (включая минералы), жидкостей, 
газов; фазовая диагностика включений в минералах (твёрдые, газовые, жидкие, 
газово-жидкие включения); оценки степени кристалличности вещества, струк-
турного состояния; исследования изоморфизма и полиморфизма.

Имеются аттестованные методики исследований.

Характеристики

Лазер He-Ne  (Pmax = 20 мВт, λ = 632.8 нм, красный цвет)

Ахроматический спектрограф Черни-Тернера с фокальным расстоянием
F = 800 мм и оптическим разрешением 0.3 см-1

Решетки монохроматора 600 и 1800 штр./мм

Диапазоны сканирования 
по длинам волн 

450–950 нм (с решёткой 1800 штр./мм)
450–2850 нм (с решёткой 600 штр./мм)

Спектры комбинационного рассеяния света 
высокоориентированного пиролитического 

графита (HOPG) с дефектами (красная линия) 
и без дефектов (синяя линия). 

Длина волны возбуждения 633 нм

 

Спектр комбинационного рассеяния света 
нанокристаллов германия в оксидной матрице 

в зависимости от температуры отжига
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ИК-спектроскопия

ИК-спектрометр Excalibur HE-3100 (Varian, США) предназначен для про-
ведения анализа атомного строения органических и неорганических твердо-
тельных, порошкообразных и жидких материалов, исследования внутри- и 
межмолекулярных взаимодействий.

Характеристики:

Диапазон частот: от 375 до 7800 см–1

Спектральное разрешение: 0,25 см–1

Отношение сигнал/шум: не менее 30000/1

Исследование межмолекулярных воздействий 
методом ИК-спектроскопии

ИК-исследование археологических объектов. 
Содержимое древнего сосуда (VII век н.э.)
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ИК-спектроскопия

Спектрометр-БИК MicroNIR модель PAT-W.
Мобильные и встраиваемые решения для спектрального анализа в ближней 

ИК-области в настоящее время применяются для качественного и количе-
ственного анализа твердых веществ, жидкостей и газов, и идеально подходят 
для пищевой промышленности и сельского хозяйства, фармацевтической и 
химической промышленности, а также для экологических исследований. 

БИК-спектрометр MicroNIR PAT-W – это самое мобильное решение в области 
портативных промышленных БИК-анализаторов. Для обеспечения быстрых и 
точных результатов измерений в компактном алюминиевом корпусе расположен 
спектрометр (с измерительным портом из нержавеющей стали SS316), литий-
ионная батарея питания, WiFi-модуль и акселерометрические датчики. Данный 
прибор можно установить на подвижные части промышленных аппаратов.

Характеристики:

Источник света: две вакуумные галогенные лампы

Срок службы ламп: более 40000 часов

Входная апертура: 2.5х3.0, фокусное расстояние 0 ÷ 15 мм

Интервал длин волн: 950 ÷ 1650 нм (10526 ÷ 6060 см-1)

Сигнал:шум 1000:1

Время интегрирования: От 10 мкс и более (рекомендуется 10 мс)

Подключение к ПК: USB 2.0

Электропитание: 5 В, 500 мА, с помощью интерфейса USB

Материал корпуса: нержавеющая сталь SS316

Уровень защиты: IP65, защита от влаги и пыли
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УФ/ВИД спектроскопия

УФ/Вид спектрометр Lambda 650 (Perkin Elmer, США) предназначен для 
количественных определений содержания металлов в растворах, анализа 
лекарственных препаратов, биологических жидкостей и пищевых продуктов 
методом молекулярной абсорбционной спектроскопии. В сочетании с ИК, 
КР и ЯМР-спектроскопией используется для идентификации и определения 
структуры химических соединений. Возбуждение электронных спектров осу-
ществляется двумя источниками излучения для каждого (ультрафиолетового 
и видимого) диапазонов.

Характеристики:

Спектральный диапазон от 190 до 900 нм

Оптическая схема двухлучевая

Оптика монохроматор с голографической решеткой 1440 линий/мм

Разрешение ≤ 0,17 нм

УФ-спектры поглощения фуллеренов 
C

60
 и C

70
 в растворе толуола
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УФ/ВИД спектроскопия

Спектрофотометр СФ-56 предназначен для измерения спектральных 
коэффициентов направленного пропускания жидких и твердых прозрачных 
веществ в спектральном диапазоне от 190 до 1100 нм.

Характеристики

Спектральный диапазон, нм от 190 до 1100

Пределы допускаемой абсолютной погрешности спектрофотометра 
при измерении при измерении коэффициента направленного пропу-
скания, % в спектральном диапазоне от 400 до 750 нм:

- для коэффициентов пропускания от 1 до 30 % ±0,25

- для коэффициентов пропускания от 30 до 100 % ±0,50

- в остальном спектральном диапазоне:

- для коэффициентов пропускания от 1 до 100 % ±1,00

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при установке длин 
волн, нм ±1,0

Предел допускаемого среднего квадратического отклонения 
случайной составляющей погрешности при измерении коэффициентов 
направленного пропускания, % 

0,1

Предел допускаемого среднего квадратического отклонения 
случайной составляющей погрешности при установке длин волн, нм 0,25

Уровень мешающего излучения при длине волны 220 нм, % 0,05
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Люминесцентная спектроскопия
Однолучевой люминесцент-

ный спектрометр Perkin Elmer 
«LS-55» работает в режимах флу-
оресценции, фосфоресценции. 
Управление прибором осущест-
вляется с ПК, работающего в сре-
де Windows под управлением ПО 
FL WinLab. Интенсивность люми-
несценции, длины волн возбужде-
ния и эмиссии можно наблюдать 
в режиме реального времени и 
записывать на жёсткий диск ПК.

Предусмотрена возможность математической обработки полученных 
данных, включающая сглаживание, дифференцирование, интегрирование и 
нормализацию спектров. Специальные процедуры позволяют измерять за-
тухание фосфоресценции и поляризацию спектра.

Характеристики:

Источник света ксеноновая лампа, работающая в пульсирующем 
режиме с частотой 50 Гц

Монохроматоры типа Монка–Джиллисона

Области длин волн: возбуждение — 200–800 нм, эмиссия — 200–900 нм

Точность установки длины волны ± 1 нм

Скорость сканирования 10–1500 нм/мин

Держатель оптических кювет стандартный однопозиционный, термостатируемым

Эмиссионные фильтры 290 нм, 350 нм, 390 нм, 430 нм, 515 нм

Спектр излучения фталоцианина цинка, 
снятый на флуоресцентном 
спектрометре LS-55 (PerkinElmer). 
Длина волны возбуждения 630 нм, 
входная и выходная щели по 5 нм
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Эллипсометрия
Спектроскопический эллипсометр SER 850 (серия SENresearch 4.0). 
UV/VIS спектроскопический эллипсометр SER 850 (серии SENreserach 4.0) предназна-

чен для измерения толщины и оптических характеристик массивных материалов, единичных 
и многослойных пленок, поверхностей раздела слоев, очень тонких и толстых пленок. SER 
850 специально разработан для таких областей применения с высокими требованиями, как 
измерение тонких прозрачных пленок на стекле, светоизлучающих полимеров, полимерных 
полупроводников, многослойных стеков полупроводниковых материалов, а также таких 
передовых задач микроэлектроники, как анализ SOI, и др.

Эллипсометр позволяет производить анализ анизотропных и неоднородных материалов.
Компенсатор стабилизирован от изменений температуры окружающей среды для 

обеспечения минимального дрейфа и минимальной ошибки измерения даже при Δ = 0°. 

Характеристики

Регулировка моторизованного Piramid 
гониометра

от 40° до 90°, воспроизводимость 0,002°, точность 0,01°;

Моторизованный столик для образцов диаметр до 150 мм, перемещение по осям XY 150x150 мм;

Источник света Двойной, дейтерий-галогеновая лампа;

Автоколлиматор (ACT) и оптический микроскоп наличие;

Спектральный диапазон, не менее: 240 - 2500 нм;

Широковолновый компенсатор для работы в 
непрерывном спектральном диапазоне

без “мертвых зон” при Δ=0° и Δ=180°;

Разрешение анализатора и поляризатора на 
базе призмы Глана-Томсона (с поддержкой 
следящего режима работы)

не хуже ±0,01°, (затухание не более 5*106);

Время измерения (среднее значение) 
1024 точек спектра в UV- VIS спектральном 
диапазоне

не более 10 с;

Спектральное разрешение 
высокочувствительного CCD детектора UV-VIS

не более 0,45 нм на пиксел в диапазоне UV-VIS;

Спектральное разрешение FT-IR спектрометра 1 см-1 до 64 см-1;

Размер пятна 1,5-3 мм;

Интерфейсы подключения Ethernet;

Толщина измеряемых прозрачных пленок до 10 000 нм;

Точность:
для номинала 1000 нм SiO

2
 на Si - не хуже ±5A;

для номинала 1000А SiO
2
 на Si - не хуже ±0,15A;

R.I. для N - не более ±0.0002;
R.I. для K - не более ±0.0015;

Повторяемость (погрешность):
для номинала 1000А SiO

2
 на Si - не более ±0.5 A;

R.I. для N -не более ±0.0015;
R.I. для K - не более ±0.0015.
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Тепловизионная система

Матричный тепловизор «TH-9100» (NEC, Япония).
Тепловизор TH-9100 — современная профессиональная тепловизионная 

система на основе неохлаждаемого матричного детектора (UFPA) 6-го поко-
ления, спектральный диапазон 8–14 мкм.

Характеристики

Диапазон измеряемых температур от –40 до +2000 °С

Чувствительность менее 0,06 °С,

Портативность и компактность 1,6 кг с аккумулятором и LCD дисплеем, 
записью термоизображений на Compact

Flash карты памяти, с возможностью записи текстовых и голосовых ком-
ментариев, со встроенной цветной видеокамерой 0,41 MPix, включает многооб-
разие функций анализа и настройки термоизображений в реальном масштабе 
времени, цифровые интерфейсы IEEE1394, RS-232.

Термоизображение работающего 
электродвигателя
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Атомно-эмиссионная спектроскопия

Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой 
SPECTROFLAME MODULA D (Германия) обеспечивает возможность высоко-
точного определения химического состава металлов, сплавов, воды, продук-
тов питания, промышленных изделий, почв и др. на содержание 76 элементов 
периодической таблицы Менделеева, включая тяжелые металлы.

Спектрометр имеет Государственный метрологический сертификат РФ. 
Все исследования проводятся в соответствии с ГОСТ РФ.

Характеристики:

Объект исследования образцы, которые можно перевести в раствор 
и застабилизировать в жидкой фазе.

Характеристика образца: стружка;
порошок массой до 2 г; 
жидкости объемом до 100 мл.
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Атомно-эмиссионная спектроскопия
Эмиссионный оптический спектрометр 

«Belec Compact Port» (Belec Spectrometrie Opyo-
Electronik GmbH, Германия).

Портативный спектрометр, предназначен-
ный для проведения анализа образцов, габари-
ты которых не позволяют проводить измерения 
в лаборатории.

Характеристики:

Спектрометр двойной, 
по схеме Пашен-Рунге.

Диаметр круга Роуланда 300 мм

Рабочий диапазон длин 
волн

190–410 нм, 220–430 нм

Дифракционная 
решётка

3600 штрихов/мм

Обратная линейная 
дисперсия

0,9 нм/мм (1-й порядок)

Приемники излучения ФЭУ фирмы «Hamamatsu» 
(Япония)

Рабочая температура термостабилизированная, 
от –15 до + 35 °С

•	 Интуитивно понятный интерфейс WIN 21

•	 Экспресс-анализ углерода, серы и фосфора с высокой точностью.

•	 Быстрая сортировка с дуговым воздушным зондом.

•	 Высокое качество мобильного анализатора позволяет за несколько секунд 
определить более 70 элементов содержащихся в металле.

•	 Мобильный спектрометр показывает такие же результаты анализа, как и 
стационарное лабораторное оборудование.

•	 Генератор искры с частотой разряда до 400 Гц.

•	 Униполярный разряд.

•	 Раздельные параметры для обжига и экспозиции, задаваемые программно.

•	 Частота зажигания разряда задаётся программно.

•	 Напряжение генератора задаётся программно

•	 Напряжение поджига 20 кВ.
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Атомно-эмиссионная спектроскопия

Атомно-абсорбционный спектрометр Shimadzu AA-7000 для пламенного и 
электротермического атомно-абсорбционного анализа, позволяющий прово-
дить высокочувствительные анализы и отличающийся компактностью, гибкой 
конфигурацией, полной безопасностью в работе и удобным управлением.

Характеристики:

Атомизаторы пламенный и/или электротермический; автоматическая 
или ручная смена атомизаторов. Ртутно-гидридная 
и ртутная приставки.

Спектральный диапазон: 185–900 нм.

Монохроматор Черны-Тернера, голографическая дифракционная решетка.

Спектральная щель: 0,2; 0,7; 1,3; 2,0 нм (четырехшаговое автоматическое 
переключение по ширине и высоте).

Корректор фона: двойной дейтериевый (185–430 нм) и по 
самообращенной спектральной линии (185–900 нм).

Ламповая турель: автоматическая на 6 ламп, одновременное включение 
2 ламп (одна работает, вторая прогревается). 
Юстировка ламп не требуется.

Управление газовыми потоками: автоматическое с оптимизацией расхода и состава.

•	 Наличие сенсора вибрации пламени.

•	 Гибкая автоматизированная обработка результатов.

•	 Спектрометры SHIMADZU имеют Государственный Метрологический 
Сертификат РФ. Прибор снабжен комплектом аттестованных методик 
анализа экологических объектов.
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Дифференциальная сканирующая калометрия

Дифференциальные сканирующие калориметры DSC 404 C Pegasus (Netzsch, 
Германия) и DSC-Diamond (Perkin Elmer, США) предназначены для калориметри-
ческих (теплоемкость, энтальпия) исследований различных материалов (металлы, 
сплавы, керамики, порошки наноматериалы) в широком интервале температур.

Характеристики

DSC 404 C Pegasus DSC-Diamond

Интервал температур от комнатной до 1650 °С Интервал температур от –70 до 700 °С

Газовая среда Ar, He Газовая среда Ar, N

Предельный вакуум 10–6 мБар Скорости нагрева (охлаждения) 
от 0 до 200 К/мин.

При определении теплоемкости ошибка 
в интервалах температур от 50 до 1400 °С 
составляет 2,5 %, а при 1400–1600 °С – 5%. 
При определении энтальпии во всем темпе-
ратурном интервале ошибка составляет 3 %

Кривые ДСК сплава в режимах 
нагрева и охлаждения
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ДТА/ТГА анализ
Синхронный ДТА/ТГА анализатор 

Perkin Elmer STA8000 с ИК-Фурье спект-
рометром Spectrum Two предназначен 
для анализа материалов по изменению 
массы (ТГА), температурных и тепловых 
эффектов при фазовых переходах, 
энтальпии (ДСК/ДТА) при нагревании в 
широком температурном диапазоне с 
идентификацией продуктов разложения 
образцов методом ИК-спектрометрии 

среднего ИК-диапазона в режимах «на пропускание» и «НПВО» для 
количественного и качественного анализа.

Характеристики:

ДТА/ТГА:

Температурный диапазон: от 15 до 1600 °С

Скорость нагрева: от комнатной температуры до 1000 °С –  от 0,1 до 100 °С/мин, 
от 1000 до 1600 °С – от 0,1 до 25 °С/мин

Калибровка по температуре: с помощью металлических стандартов (индий, золото, платина)

Погрешность температуры: от комнатной до 1000 °С – ± 0,5 °С; от 1000 °С до 1600 °С – ± 1,0 °С

Термопары: PT-PT/Rh (Тип R)

Тигли: корундовые, объемом 180 микролитров

ИК-Фурье спектрометр:

Тип: однолучевой сканирующий интерферометр Dynascan, 
свободный от динамических ошибок

Оптика: герметичная, осушаемая, защищенная от вибрации

Лучеделитель: Ge/KBr или ZnSe

Источник: стабилизированный по температуре с воздушным охлаждением

Детекторы: LiTaO3 или DTGS

Спектральный диапазон: 8300 – 350 см‐1 (оптика KBr), 6500 – 550 см‐1 (оптика ZnSe)

Разрешение: лучше, чем 0.5 см‐1

Воспроизводимость 
установки длины волны: ±0,01 см‐1

Сигнал/Шум: лучше, чем 14500:1 (5 с сканирования, разрешение 4 см‐1 , KBr,DTGS)

Приставки: универсальная алмазная НПВО, многократное НПВО, зеркальное 
отражение
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Измерение содержания газов в металлах и сплавах
Анализатор углерода и серы МЕТАВАК-CS с 

устройством сжигания воздушного охлаждения 
(печью сопротивления), производитель ООО НПО 
«ЭКСАН» (г. Ижевск). 

Диапазон измерения, масс.%

углерод от 0,001 до 10,0

сера от 0,001 до 0,3

Анализатор водорода, азота и кислорода МЕТАВАК-ВАК, производитель 
ООО НПО «ЭКСАН» (г. Ижевск). 

Диапазон измерения, масс.%:

кислород от 0,0001 до 5,0

водород от 0,00001 до 4,0

азот от 0,0001 до 3,0

Пределы обнаружения, %, не более: 0,00005

Анализатор 
зарегистрирован 
в Государственном 
реестре средств 
измерений 
и допущены 
к применению 
в РФ и Республике 
Казахстан

30
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Измерение содержания водорода в металлах и сплавах

Анализатор водорода Bruker ASX «Galileo G8» позволяет проводить анализ 
содержания водорода методом плавления твердых образцов в потоке несущего 
газа и определения содержания газов с помощью термокондуктометрической 
ячейки.

Автоматический выбор измеряемого диапазона для получения оптималь-
ного сигнала. Прямое измерение температуры нагрева.

Контроль параметров плавления по мощности, силе тока и температуре. 
Анализ водорода от 0,01 до 1000 ppm.

Анализатор предназначен для оперативного определения концентрации 
водорода в различных твердых материалах (металлы, сплавы, керамика и др.). 
Анализатор оснащен встроенной импульсной водоохлаждаемой электропечью 
для плавления исследуемых материалов и внешней печью для регистрации 
диффузионного водорода. Анализатор управляется компьютерной системой.

Используемые методики исследований аттестованы.
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Электрохимическая и коррозионная диагностика

Потенциостат-гальваностат P-45X с модулем измерения электрохимиче-
ского импеданса FRA-24M для электрохимической и коррозионной диагностики 
предназначен для аттестации коррозионной стойкости различных металлов и 
сталей в широком диапазоне коррозионных сред, электрохимического осаж-
дения веществ, диагностики конденсаторных материалов.

Характеристики

Напряжение (В): 17

Ток (А): 3

Кол-во диапазонов тока: 9

Кол-во диапазонов потенциала: 4

Скорость развертки до (В/с): 50 (10 000 импульсно)

Скорость регистрации (точек/с): 1000 (2 мкс импульсно)

Диапазон измеряемого импеданса: 5 мОм ÷ 50 МОм

Интервал частот: 1 МГц ÷ 0.1 мГц

Амплитуда сигнала (мВ): 0.8 В ÷ 0.5 мВ
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Электрохимическая и коррозионная диагностика

Комплекс оборудования для электрохимической и коррозионной диа-
гностики предназначен для аттестации коррозионной стойкости различных 
металлов и сталей в широком диапазоне коррозионных сред, проведения 
химического анализа гравитометрическим методом и электрохимическими 
методами (потенциометрия, кондуктометрия).

Электрокаталитическая активность нанокомпозитов α-Fe+Fe3C в реакции получения водорода
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Магнитометрия

Вибрационный магнетометр VSM NUVO MK-II (Molspin Ltd, Великобритания) 
предназначен для магнитной структуроскопии поликристаллических, аморфных 
и нанокристаллических материалов, изучения магнитных фазовых переходов 
в диапазоне напряженностей намагничивающего поля ± 1 Тл.

Позволяет определять основные магнитные характеристики, такие как 
петля гистерезиса, намагниченность насыщения, остаточная намагниченность 
и коэрцитивная сила магнитожестких, магнитомягких, слабомагнитных и пара-
магнитных материалов.

Петля гистерезиса сплава Co-Сr, 
измеренная на образцах в форме таблеток
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Пробоподготовка

Установка ионной полировки образцов SEMPrep2 (Linda TechnoOrg, 
Венгрия) для высококачественной подготовки образцов для сканирующей 
электронной микроскопии.

Возможность проведения ионного травления для получения поперечного 
сечения.

Финальная ионная полировка и очистка для электронной микроскопии и 
EBSD-анализа.

Шлюзовая система для быстрой смены образцов.
Автоматизированные настройки параметров и операций.
Возможность вращения и качания образцов.
Контроль процесса в реальном времени посредством высокоразрешающей 

CMOS-камеры (50-400х) и LCD-монитора.
Безмасляная вакуумная система на основе турбомолекулярного и диа-

фрагменного насосов с комбинированным вакууметром Пирани/Пеннинга.
Устройство позиционирования высоты образца для системы поперечной 

резки.
Система поперечной резки под углом (на выбор: 30, 45 или 90 градусов).
Держатель образца для очистки поверхности (под EBSD-анализ).
Низкоэнергетическая ионная пушка (от 100 эВ до 2 кэВ) для «мягкой» по-

лировки и очистки поверхности.
Ионная пушка ультравысоких энергий (до 16кэВ) для травления твёрдых 

материалов и для ускоренного травления.
Система охлаждения на основе элементов Пельтье.
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Пробоподготовка
1. Станок отрезной ПОЛИЛАБ P100A (КЕМИКА, Россия)

Максимальный диаметр резки - 100мм/длина 
образца 200 мм.

Размер отрезного столика 310х280 мм.
Автоматический и ручной режима.
Метод резки: движением столика.
Подсветка рабочей зоны.
Боковой порт для резки длинномерных 

образцов.
Рециркуляционная система охлаждения, 

бак 60 л.
Диаметр отрезного диска 350мм.

2. Пресс автоматический ПОЛИЛАБ С50А (КЕМИКА, Россия). 

Диаметры пресс-форм: 25/30/40/50 мм
Давление: 55,5 Мпа (c пресс-формой 30 мм).
Температура до 300°С.

3. Станок шлифовально-полировальный ПОЛИЛАБ П22Сб (КЕМИКА, Россия) 
с держателем образцов ПОЛИЛАБ ПГ-03

Количество дисков: 2.
Скорость вращения: от 50 до 900 об/мин.
Диаметр диска: 250 мм.
Скорость вращение держателя: 0-200 об/мин.
Давление на образец: 0-70 Н.
Количество образцов: до 3 образцов по 30 мм.
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Механические испытания

Испытательная машина «LFM-Z 100» с сервоуправлением для испытаний на 
разрыв, сжатие и усталостно-реверсивное напряжение с системой управления 
по замкнутому циклу.

В прочном двухколонном исполнении с центральным шпинделем для про-
ведения испытаний на ползучесть, релаксацию и малоцикловую усталость.

В соответствии со стандартами ISO 7500-1, EN 10002-2 и другими между-
народными стандартами по классу точности 0,5 сканирования элементного 
анализа.
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Механические испытания

Виброиспытательная установка TIRAvib TV 50101-80 (TIRA GmbH, Германия).
Испытания материалов на вибрационное воздействие, изучение упругих 

свойств материалов и конструкций.
Воспроизведение условий окружающей среды при исследованиях по-

ведения различных материалов и конструкций на вибрационное воздействие, 
в диапазоне частот 0–7 000 Гц с ускорением до 40 g и массой испытуемого 
объекта до 20 кг.
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Механические испытания
Универсальная испытательная машина 

«SATEC 300DX» (INSTRON, США) с двумя зонами 
для испытаний на растяжение/сжатие.

Испытательный пресс для создания усилий 
до 300 кН при испытаниях материалов и изго-
товлении образцов.

Характеристики

Растяжение/сжатие 
образцов материалов

в ручном и 
автоматическом 
(по программе) режиме

Максимальное усилие до 300 кН (30 тс) с 
погрешностью 0,5 %

Погрешность измерения 
перемещений траверсы

0,5 %

Образцы для испытаний брус, пруток, плита, труба, 
лист.

Установка позволяет:

•	 исследовать материалы при различных видах нагружения (растяжение/
сжатие) в условиях упругих и глубоких пластических деформаций с использо-
ванием разнообразных датчиков физических параметров, включая магнитные 
и акустические (например, определять зависимость коэрцитивной силы фер-
ромагнитных материалов от приложенных напряжений при симметричном 
растяжении/сжатии и асимметричном нагружении образцов);

•	 проводить исследования (с применением специального дополнитель-
ного оборудования при работе машины на сжатие) крестообразных образцов 
с увеличенными размерами рабочей площадки (по площади и толщине) при 
различных видах двухосных нагружений;

•	 получать путем прессования и компактирования новые материалы на 
основе наноструктурированных порошков.
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Механические испытания

Машина трения «SRV – III Test System» (Optimol Instruments Pruftechnik 
GmbH, Германия). 

Область применения: трибологические исследования смазок и материалов.
Назначение: многоцелевая испытательная система для оценки фрикци-

онных характеристик смазок и материалов.
Основные схемы испытаний:

– диск-шар (точечный контакт);
– диск-цилиндр (линейный контакт); 
– диск-кольцо (контакт по площади); 
– диск-палец (контакт по площади).

Методики исследований аттестованы.

Вибрационный модуль:

Нагрузка 3– 2000 N / 200 кг

Частота 1– 511 Гц

Амплитуда (ход) 0.1–5 мм

Температура от комнатной до + 290 °C (базовый)

Температура с охлаждением от –35 °C до +290 °C

Температура с нагревом: от комнатной до +900 °C/+1650 °F

Ротационный модуль:

Нагрузка 3–2000 N / 200 кг

Скорость вращения 0–2000 мин–1 (Vmax = 263 м/мин)

Температура от комнатной до +180 °C

Радиус дорожки трения 0–42 мм
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Механические испытания

Универсальная установка для механических испытаний (ООО «Метро-
тест», Россия). Включает: 

1. Испытательная универсальная машина РЭМ-100-А-1-2 с СТИ (система 
температурных испытаний): 

- двухколонное исполнение; 
- высокая жесткость силовой рамы; 
- две испытательные зоны: зона сжатия, зона растяжения 
- Автоматическое проведение испытаний; 
- Управление с ПК; 
- Погрешность измерения усилия – 1,0% (0,5%); 
Возможность поддержания скорости нагружения от заданной скорости – 5%. 
Наибольшая предельная нагрузка - 100кН 
СТИ от + 300С0 до  +1100С0 
жаростойкие захваты; 
система водяного охлаждения; 

2. Твердомер ИТВ-1-А: 
Измерения твердости по методам: Бринелля, Роквелла и Виккерса без смены гру-

зовой подвески. Твердомеры ИТБРВ служат для измерения твердости мягких и твердых 
сплавов черных и цветных металлов, в том числе закаленных и незакаленных, подшип-
никовых сталей, графита с нагрузкой до 187,5 кгс 

3. Твердомер ИТБРВ-187,5-АМ: 
Измерения твердости малых образцов или тонких листов металлов, сталей, кера-

мики, тонких пленок покрытий, твердых сплавов, тонких слоев и покрытий с небольшими 
диапазонами нагрузок от 10 гс до 1 кгс по методам Микро-Виккерса, Кнупа и Берковича 

4. Копер маятниковый КММ-50-М: 
- модернизированный с ЖК-дисплеем и кнопками управления, сменный маятник с 
различной энергией удара. 
- Номинальное значение потенциальной энергии маятников 7.5, 15, 25 и 50 Дж. 

5. Машина для изготовления концентраторов МИК-А: 
Применяется для нанесения V образных концентраторов на образцы металлов и 

сплавов при испытаниях на двухопорный изгиб и удар. Управление ручное. 
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Термический отжиг

Трубчатая печь с двумя зонами нагрева SK2D-2-12TPA2 (Nan Yang Xinyu 
Furnaces Co, LTD, Китай), оснащенная высоковакуумным откачным постом 
T-Station 75D (Edwards, Великобритания) предназначена для отжига образцов 
в вакуумных условиях и протоке инертных газов.

Характеристики

Максимальная температура 1 ÷ 100 °С

Скорости нагрева от 1 до 20 град/мин

Предельно достижимый вакуум 10–4 Па
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Комплекс оборудования для газофазного нанесения покрытий 
(ООО «Защитные покрытия»)

Оборудование и газо-
фазная методика получе-
ния материалов: низкотем-
пературная, безводород-
ная. Имеются реакторные 
модули для осаждения 
покрытий на детали раз-
личной формы.

Могут быть получены:
1) Покрытия для за-

щиты от высокотемпера-
турного окисления:

– диффузные слои 
кремния, силицидные покрытия, например «Me-Si-Le» (Me - Ta, Nb, Mo, W, Zr, 
Hf, сталь) и (легирующие Le – B, Al, Cr, Ti, N, C),

– сверхжаростойкие покрытия на основе ZrB2, HfB2, ZrC, HfC.
2) Коррозионностойкие, износостойкие по-крытия на основе Ta с Fe2Ta.
3) Коррозионностойкие в морской воде и в кипящих кислотах.

4) Функциональ-
ные покрытия, напри-
мер, для датчиков та-
ких, как плоская тер-
мопара.

5) Спецпокрытия 
(Ir для сопел, W-Re для 
мишений, W-Ta для 
плазмообразующих 
элементов реакторов 
и Si – для магнитных 
сталей, для микро-
электроники – ZnS).

6) Высокотемпе-
ратурные антифрик-
ционные покрытия: на-
ноструктурированные 
карбиды TaC с низким 
трением скольжения.
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Фотолитографический комплекс
1. MDA-400LJ производства MIDAS SYSTEM (Корея) с ручным управлени-

ем применяется для технологий изготовления MEMS, оптоэлектроники и др. 
MDA-400LJ – это идеальный и экономичный вариант для 
использования в лаборатории для проведения НИОКР 
и для малых объемов производства. 

•	 Точность совмещения 1 мкм. 
•	 Обработка пластин до 100 мм.
•	 Ручное совмещение и ручное экспонирование.
•	 Прецизионная точность совмещения 1 мкм
•	 Многофункциональный держатель для кусочков 

и пластин до 4’’ (100мм)
•	 LED источник УФ излучения для экспонирования 

с длиной волны 365 нм.

2. Термоплитка для сушки фоторезиста ND-1 от AS One (Япония). Размер 
подложек: от кусочков 5х5 мм до пластин 170х170 мм.

•	 Цифровой дисплей
•	 Максимальная температура: 350 oC
•	 Размер подложек от 5х5 мм до 170х170 мм.
•	 Программатор - цифровой LCD дисплей для 

управления
•	 Плитка - Алюминий (керамическое покрытие)
•	 Контроль температуры -Microcomputer-type PID 

контроль

3. Настольная лабораторная центрифуга SPIN-1200T производства MIDAS 
SYSTEM (Корея) для нанесения фоторезиста или сушки с ручным управлением 
и дозированием фоторезиста и цветным touch screen дисплеем для управления 
процессом, создания рецептов. 

•	 Размер подложек: от кусочков 5х5 мм до пластин диам. 100 мм (до 150 
мм - опция), (держатель на 14 mm vacuum seal, 60x48 mm, 76-100 мм)

•	 Цветной touch screen дисплей для программировования и создания 
рецептов

•	 Ручное дозирование фоторезиста
•	 Эргономичный дизайн и малая занимаемая площадь
•	 Сухой вакуумный насос в комплекте
•	 Держатели подложек с вакуумным или механическим 

прижимом
•	 Легкая и простая установка
•	 Легкосъемная чаша для упрощения очистки
•	 Легкая и простая замена держателей
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Механоактивация, измельчение

Планетарная шаровая мельница Fritsch Pulverisette 7 Classic Line предна-
значена для проведения механоактивационного воздействия (механическое 
измельчение, механическое сплавление, механохимический синтез) на твердые 
вещества в различной атмосфере и жидких средах.

Характеристики

объем используемых сосудов 45 мл

материал измельчающих тел 
(сосудов и шаров)

закаленная нержавеющая сталь, сталь 
ШХ15, оксид вольфрама

масса измельчаемого материала 1 – 10 г.

центробежное ускорение до 25 g
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Оптическая микроскопия для медико-биологических исследований

Микроскоп биологический флуоресцентный Olympus BX53 с цветной циф-
ровой камерой высокого разрешения DP28.

Направление использования: материаловедение, медико-биологические 
исследования. Для получения увеличенного изображения образца с использо-
ванием люминесценции возбуждённых атомов и молекул образца.

Характеристики

Источники света:  
1.	 LED источник света с более чем 96% соответствия спектру галоге-

новой лампы и интенсивностью свечения выше 100 Вт галогеновой 
лампы.

2.	 Лампа ртутная 100 Вт.
3.	 Флуоресцентные фильтры:

•	 Куб флуоресцентный фильтровый однополосный для узкопо-
лосного УФ возбуждения и широкополосной эмиссии. Воз-
буждение: 360 – 390нм, дихроичное зеркало: 410нм, эмиссия: 
420 - 460нм. Для DAPI.

•	 Куб флуоресцентный фильтровый однополосный для широко-
полосного синего возбуждения и узкополосной эмиссии. Воз-
буждение: 460 – 495нм, дихроичное зеркало: 505нм, эмиссия: 
510-550нм. Для FITC.

4.	 Столик предметный механический компактный с ультратвердым 
керамическим покрытием, поворачиваемый на 250°, с управлением 
правой рукой, регулировкой усилия перемещения по осям X и Y, 
диапазон перемещения 76х52 мм.

5.	 Цифровая цветная видеокамера 8,9 мегапикселей
6.	 Программное обеспечение: CellSens Standart.
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ПЦР диагностика
Чтобы изучить или обнаружить отдельные гены 

или конкретные интересующие участки ДНК или 
мутации, часто необходимо получить большое ко-
личество нуклеиновой кислоты для исследования. 

Детектирующий амплификатор DTlite 5S1 иде-
ально подходит для экспериментов, в которых вместо 
выделения требуются обнаружение и количественная 
оценка, количественная ПЦР использует флуорес-
ценцию в реальном времени (real-time PCR) для из-
мерения количества ДНК-матрицы, присутствующей 
в каждом цикле во время ПЦР. Для анализа коли-
чества устройство DTlite 5S1 изучает стандартную 
кривую ПЦР с использованием соответствующего 
математического аппарата.

Основные функциональные и технические характеристики термоблока

Емкость термоблока (кол-во лунок) 48
Объем реакционной смеси (допустимый), мкл 10-100
Объем реакционной смеси (рекомендованный), мкл 10-50
Расходные материалы для ПЦР-анализа (оптически прозрачные 
микропробирки, стрипы, микропланшеты с «полуюбкой»)

Объемом 0,2 мл

Диапазон температуры, °С 0-100
Точность поддержания температуры, °С ±0,2
Однородность температуры, °С ±0,15
Максимальная скорость нагревания, °С/сек 3,5
Максимальная скорость охлаждения, °С/сек 2,5

Основные функциональные и технические характеристики оптической системы

Источник возбуждения светодиод (LED)
Количество источников возбуждения, шт 5
Длины волн возбуждения по каналам, нм 470, 530, 580, 630, 687
Количество каналов детекции 5
Длины волн детекции по каналам, нм 515, 560, 620, 660, 731
Одновременная детекция сигнала в каждой лунке +
Система световых замков (полная изоляция оптического 
тракта от внешнего освещения)

+

Время сканирования по всем каналам не более 20 сек +
Порог чувствительности, приведенный к количеству 
флуорофора 0,05×10Е-12М

+

Калиброванные красители (по каналам) Fam, Hex, Rox, Су5, Су5,5
Совместимость с другими флуорофорами: Fam — SybrGreen, 
Hex — VIC, R6G, Rox — TAMRA

+
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ПЦР диагностика
Система ПЦР Trident 960 позволяет 

трем пользователям управлять тремя 
независимыми блоками в одном термо-
циклере, экономя ваше время и бюджет. 
Он сочетает в себе надежность и произ-
водительность нашей линейки термоци-
клеров Heal Force с гибкой конструкцией 
и расширенными функциями, которые 
адаптируются к вашим исследователь-
ским потребностям.

Благодаря операционной системе 
Android Trident 960 был значительно оп-
тимизирован с точки зрения настроек 

контроля температуры, управления программными файлами и графических 
интерфейсов, что делает работу пользователя более удобной.

Мощная система обработки:

•	Усовершенствованная система Android, высокая гибкость программ-
ного обеспечения.
•	Чрезвычайно высокая скорость обработки
•	2D, 3D-ускоритель графики, плавный экран

Большой сенсорный экран

•	10,1-дюймовый цветной сенсорный TFT-экран
•	Знакомый интерфейс Android, удобная работа с программным обе-
спечением
•	Общий статус программы отображается интуитивно

Уникальный дизайн горячей крышки

•	Открытие крышки одним касанием, удобное и быстрое
•	Три световых индикатора, видимых с первого взгляда
•	Конструкция с пружинным замком гарантирует, что горячая крышка 
и крышка пробирки находятся в правильном контакте под давлением.

Многомодульная конструкция:

•	Три модуля работают независимо и могут использоваться тремя людь-
ми одновременно, что позволяет избежать длительного ожидания.
•	Параллельные эксперименты выполняются одновременно, более эф-
фективно и надежно.
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Биологические исследования
Система визуализации гелей MaXidoc G2_UV 

с встроенным УФ-трансиллюминатором. Систе-
ма визуализации гелей MaXidoc G2 фактически 
представляет собой фотоаппарат, установленный 
сверху, который с высоким разрешением фото-
графирует заранее разделенные методом гель-
электрофореза и окрашенные специальными 
красителями агарозные или акриламидные гели, в 
которых содержатся белки и фрагменты нуклеино-
вых кислот (ДНК). Разделенные гели можно харак-
теризовать по их площади, интенсивности свечения 
(концентрации веществ) и цвету после окраски. 

Подсветку гелей осуществляет, установ-
ленный снизу, ультрафиолетовый экран (транс-
иллюминатор), в который встроены специальные 
УФ-лампы. УФ-излучение от ламп идет вверх, 
подсвечивает пятна гелей, и фотокамера реги-
стрирует изображение, записываемое в память 
персонального компьютера. 

Характеристики

Фотоаппарат встроенный

Тип матрицы ПЗС (CCD)

Разрешение 1.45 Мп

Размер пикселя 4.65 мкм

Диафрагма F1.0 фиксированная

Фокусное расстояние 8-48 мм

Тип трансиллюминатора УФ-фильтр

Длина волны 312 нм

Размеры подсвечивающего экрана 210 х 260 мм

Кол-во УФ ламп 6 х 8 Вт (48 Вт)

Кол-во сведодиодов нет

Тип просматриваемых гелей агарозные, полиакриламидные

Программное обеспечение MaXidoc Gel Imaging
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Тахеометрия
Электронный тахеометр SOKKIA FX 105 

обладает солидным техническим оснащением и 
широкими возможностями нового программного 
обеспечения MAGNET Field On Board. Усовершен-
ствованный дальномер REDtech уверенно изме-
ряет расстояния без отражателя до 500 метров 
за небольшое время (точные измерения всего 
0,9 секунд). Измерения расстояний тахеометрами 
SOKKIA серии FX до таких проблемных целей как: 
темные поверхности, углы зданий и конструкций, 
люки, провода, также измерения: сквозь листву, 
ветви, заборы и подобные препятствия теперь 
станут проще и надёжнее. Цветной 3,5 дюймовый 
TFT дисплей с сенсорным вводом в совокупности 
с полной алфавитно-цифровой клавиатурой по-
зволяют легко вводить нужную информацию и 
выполнять измерения.

Характеристики

Батарея Аккумулятор
Время измерения расстояний (Точные/Быстрые/Слежение) 0.9 / 0.7 / 0.3 с
Дальность измерения расстояний без отражателя 0.3 - 500 м
Дальность измерения расстояний на одну призму 1.3 - 5000 м

Дальность измерения расстояний на отражающую пленку 1.3 - 500 м
Коммуникационные порты RS232C / USB 2.0 Host (Тип А) / USB тип miniB
Компенсатор / диапазон Жидкостной двухосевой / 6’
Лазерный визир Есть
Наводящие винты Односкоростные с закрепительными 

механизмами
Отвес Оптический (лазерный опционально)
Створоуказатель Есть (зелёный / красный)
Съемный носитель информации USB флэш диски (до 8 ГБ)
Точность измерения расстояний без отражателя 3 + 2x10-6 х D мм
Точность измерения расстояний на отражающую пленку 3 + 2x10-6 х D мм
Точность измерения расстояний на призму 2 + 2x10-6 х D мм
Точность измерения углов 5»
Точность оптического отвеса < 0,5 мм
Формат данных SOKKIA SDR33, TOPCON (в т.ч. gts6 / gts7), 

AutoCAD (dxf / dwg), ESRI Shape, TDS, 
LandXML, MOSS GENIO, CSV, Microstation

Увеличение 30x
Время работы питания Более 20 часов
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Измерение удельной поверхности пористых сред

Прибор СОРБИ-МS измеряет полную удельную поверхность, внешнюю 
удельную поверхность, средний размер наночастиц; объём мезопор, объём 
микропор, полный объём пор, распределение пор по размерам путем по-
строения изотерм адсорбции и десорбции в диапазоне парциальных дав-
лений 0,06–0,95 P/Po. В комплекте имеется станция подготовки образцов 
SORBIPREP® предназначена для дегазации образцов дисперсных и пористых 
материалов перед проведением измерений. Процесс дегазации заключается 
в контролируемом нагреве исследуемого образца в потоке инертного газа в 
течение заданного времени. 

Характеристики

Метод измерения 4-х точечный БЭТ

Измерение пористости по полной

Газ-адсорбат азот

Пределы измерения общей поверхности 4-12 м²

Диапазон измерения удельной поверхности 0,1-2000 м² /г

Диапазон измерения объёма пор от

Предел относительной погрешности ±6 %

Рабочий объём ампулы для образца 1 мл

Воспроизводимость 0,50%


